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Variaciones estocasticas mherentes
al proceso de fabricacion

MEDIDA COMPENSADA DE SEGUNDO ORDEN
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DODra

Respuesta convencional con 1 bit RESULTADOS Nueva respuesta multi-bit

v Facil de implementar
v' Bajo consumo
v' Respuesta volatil

Seleccidon de bits

Respuesta
multi-bit
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Intra-HD media = 2.74% (@ 1.022 Vy 44.8°C)

v Bit de signo convencional mas tres nuevos bits de calidad
para generar larespuesta de la PUF

v Respuesta multi-bit con una unica comparacion

v  Amplia mejora en rendimiento frente a RO-PUF estandar

v Alta fiabilidad frente a variaciones de temperatura y voltaje
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